METODOS DE RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO
DE AREAS PEQUENAS
E. Levin!

SUMMARY

The topographic maps used for the representation of the small surface
irregularities that constitute a microterrain are generally drawn using large
scales, such as 1/1000 or 1/250.

Hence, the conventional methods of topographic survey, as employed for
smaller scales (1/1000 or less) must be improved if the usual graphic accuracy

of 0.2 mm will be observed.
In this paper a review is made of the methods and precautions to be

taken in order to attein suid graphic precision.

La mayoria de los trabajos topograficos cuya finalidad es la
representacién de una porcién del relieve terrestre, encuentran su
expresion en planos a la escala 1/1000 o menores, con equidistancia
no inferior a 0,5 m; como norma se considera que la ubicacién de
un punto del terreno en un plano debe ser correcta dentro de 0,2
mm del plano.

En consecuencia, la precisién con que debe obtenerse la ubi-
cacién planimétrica de un punto del terreno resulta de multiplicar
0,2 mm por el denominador de la escala a emplearse para la re-
presentacion; asi, por ejemplo, para la cscala 1/1000 debe asegu-
rarse la precision de 0,2 m en el terreno; para la escala 1/230, 0,5
m, y asi sucesivamente,

Para la representacién cartografica de una superficie angosta y
larga, como por ejemplo un surco de 100 metros de longitud, del
que interesa el perfil longitudinal y varios perfiles transversales,
como se emplearan distintas escalas para la representacién de uno
y otros, corresponderd, seguramente, emplear también distintos mé-
todos de levantamicnto. Quizds en cste caso particular, el “Rengldn
con nivel tubular adosado”™ (LEevix, 1963), puede resolver ambos
problemas.

Las mediciones del microrrelieve estin también fuera del al-
cance de las técnicas comunes de relevamiento; de alli la finalidad
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de esta Nota, que es la de pasar revista a los distintos métodos
utilizables, y comparar sus ventajas e inconvenientes.

Aceptando la definicion de microrrelieve dada por SToNE y
Ducunpji, diremos que el microrrelieve “estd constituido por las
irregularidades de la superficie que muestran diferencias de cota
entre 7.5 cm y 3 m, dentro de una distancia comprendida entre 1
v 20 metros a la redonda de un punto de referencia”; se ve pues
la necesidad de aplicar téenicas especiales para medir y representar
correctamente estos pequefios “accidentes topograficos”™ a una es-
cala de 1/250 o mayor: tendremos una exigencia de precisién en el
terreno de 5 cm, o mayor aun, precision ésta que no se alcanza con
la taquimetria en la forma en que habitualmente se la emplea. En
consecuencia, las distancias deberian en lo posible medirse con cinta
métrica, apoyada en el suelo, haciendo la pertinente reduccion a
la horizontal cuando sea del caso; o bien en catenaria tensada, apo-
yada en jalones; o bien por resaltos.

Cuando no se tiene otro recurso para medir las distancias que
la taquimetria, se mejorara la precisién mediante las precauciones
siguientes:

19) Emplear un nivel con preferencia al taquimetro, con an-
teojo de un aumento del orden de 20 X.

29) Emplear miras milimetradas, Para las distancias cortas en
que se aplicardn, y con el mencionado empleo de anteojo de 20 X,
la lectura al milimetro es muy segura. En general se dispone de miras
centimetradas, pero no hay inconvenientes en adosarles, en la zona
necesaria, una escala milimetrada (regla de dibujo o de mecénico).

3?) Controlar la verticalidad de la mira, ya sea con los habi-
tuales niveles esféricos adosados a la mira o con una plomada.

49) Ejecutar dos (o tres) series de lecturas de los hilos esta-
dimétricos, promediando las distancias obtenidas, cuando sean com-
patibles.

En cualquier forma, tanto el topbgrafo como el usuario del plano
deben tener presente que, si las distancias se han medido taquimé-
tricamente, se csta en el limite, si no se lo ha sobrepasado, de la
precision grafica sobreentendida en buenos planos topogréficos,

En general, el relevamiento altimétrico se hard simultineamente
con el planimétrico. Los desniveles entre el punto de referencia y
los distintos puntos a acotar se determinarin de preferencia con un
nivel de anteojo de 3er. orden, perfectamente corregido, con an-
teojo de 20 aumentos, sensibilidad del nivel principal de 307, v
circulo horizontal. En todos los casos la correcta representacién al-
timétrica exigird un acotamiento denso, nunca menor que una cota
por cada cm2 del papel, o sea que para la escala 1/250 se acotaré
con una separacion media de 2,5 m en el terreno.
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Esta exigencia serd imprescindible en el caso de un terreno muy
accidentado, y solameute podra reducirse cuando sea visible el sis-
tema de dorsales y vaguadas propio de la zona a relevar. En este
caso el relevamiento planialtimétrico podria limitarse a los puntos
mas caracteristicos (los mas altos, los mas bajos, los puntos de cambio
de pendiente, las sillas, las confluencias de vaguadas). (Ver Levin,
1971).

Como se ve, la dificultad principal radica en la medicién exacta
de la planimetria. Enumeramos a continuacion los métodos que pue-
den emplearse para este fin.

19) La planimetria podria estar dada por una fotografia aérea
de eje vertical a escala 1/500 o mayor. Previa la determinacién de
la escala, se acotaran los puntos necesarios con nivel de anteojo y
mira centimetrada. Es imprescindible verificar la escala y la verti-
calidad del eje.

2°) Cuadricula (en BELgacuy v Levin puede verse el desarrollo
de este método, si bien en ese trabajo se estudia un terreno de mayor
tamafio que los que habitualmente se analizan por su microrrelieve).

CROQUIS N2t Refevamiento , medionte cvadriculo,
ok una porcela de 2ox3o m. - 13 perfiles - 81 cofas.

ESCRLA |:250

Supuesto un lote rectangular de 20 por 30 metros, por ejemplo,
se procurard replantear sus lados en forma tal que se cumplan
estas dos condiciones: a) que por lo menos dos lados del perimetro
asienten en partes altas y aproximadamente horizontales, en forma
tal que los perfiles a velevar cada 2,5 a 5 metros queden apoyados
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en el terrcno, o estén “en el aire”, pero nunca “cortando” el terremo.
Esta condicién obedece a las ventajas de rapidez y precision que
resultan de medir distancias utilizando la cinta, b) que la orien-
tacion asignada a los perfiles no sea paralela a ondulaciones visibles
del terreno (ondas o microdunas, por ejemplo).

3%) Radiacidn

CROQUIS N°2 Relevamiento de fo misma parcela
mediante radiocion - 13 perfiles - 97 cofos .

N / /o

ESCRLA 1: 250 ;

En el croquis N° 2 se muestra la distribucién en radiacién, o
abanico de los perfiles, por ejemplo uno cada 15?2, del mismo terreno
que se analizé en el croquis N¢ 1. Resultan significativas las ven-
tajas de este método, por las siguientes razones: es suficiente elegir
un punto “cstratégico” para hacer desde alli todo el relevamiento,
y no se requicre el trabajo previo de replanteo del perimetro; to-
mando puntos equidistantes a lo largo de los diferentes pertiles ra-
diales, se obtiene en la vecindad de la estacién una mayor densidad
de puntos acotados que en las zonas alejadas, circunstancia ven-
tajosa cuando se elije la estacién en la proximidad de la zona del
microrrelieve que presenta un mayor interés.

Con referencia a los dos tltimos métodos, de la cuadricula y
de la radiacién: en funcién de la forma y dimensiones del terreno,
y del criterio para ¢l acotamiento, resulta variable la relacion entre
el ntimero de puntos que se acotan en uno y otro procedimiento,
para un determinado terreno.

También es interesante destacar que cualquier formacién to-
pogréfica en forma de ondas serd cortada por varios perfiles radiales
y no pasard inadvertida.
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A todas estas ventajas se agrega la siguiente: el método de ra-
diacion es més elastico y permite al topdgrafo hacer un relevamiento
més racional, especialmente cuando descubre “las lineas directrices
del terreno” (ver Levin, 1971) y puede obtener una representacién
planialtimétrica con un ndimero minimo de puntos acotados.

4°) No hemos considerado el empleo de distanciémetros de
mayor precision que los taquimetros comunes, pues estos instrumen-
tos son préacticamente desconocidos en nuestro pais por su elevado
costo v restringido campo de aplicacidn. Tal es el caso del Esta-
dimetro de Cufia (Zeiss) o el Duplicador Taquimétrico (Wild).

59) Tampcro, y por idénticas razones, hemos considerado el uso
de instrumentos de estereofotogrametria (terrestre) de dos cAmaras
y base fija (Zeiss), que seria quizds el instrumento ideal para el
estudio sistemitico de microrrelicves. Su probado éxito en problemas
similares desde el punto de vista geométrico, como ser: reproduc-
cién de piezas arqueoldgicas, artesonados inaccesibles, etc., asi lo
demuestra.

RESUMEN

La representacién topografica de microterrenos se efectia, ge-
neralmente, utilizando escalas grandes, tales como ¢l 1/1000 6 1/250,
lo que obliga a perfeccionar los métodos de relevamiento topogra-
fico habituales, si se desea mantener la exactitud grafica conven-
cional de 0,2 mm. ;

En este trabajo se pasa revista a los métodos y precauciones a
adoptar para alcanzar la mencionada precisién grafica.
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